美國軍用標準
（MIL-PRF-13830B）
性能標準
軍火控制設備用光學元件；監控生產、裝配、檢測的通用標準
所有防禦和代理部門可允許使用此種標準。
1. 範圍
1.1 範圍。此標準包括精加工光學元件的生產、裝配、檢測，諸如：透鏡，棱鏡，面鏡、光柵、視窗以及用於防火儀器或設備。
2.應用文件
2.1本章列出的檔需要滿足本標準3、4、5章的要求。本章不包括本標準其他章節的檔或其他資訊推薦的檔。為了保證本目錄的完整性，檔使用者必須注意檔須滿足本標準3、4、5章列出的檔要求，無論這些內容是否在本章中列出。
2.2 其他政府檔，圖紙及出版
下列政府其他檔、圖紙和出版組成本檔內容的一部分，擴大本文的範圍。除非另有規定，這些檔、圖紙和出版是徵求引用的。
圖紙  C7641866---光學元件表面質量標準
（立約人要求的其他政府檔、圖紙、出版複印件及具體的功能應該從簽約事宜或簽約指示得到。）
2.3 優先順序
本標準內容與其引出的參考有衝突時，以本標準內容為准。本標準未述內容，可行法律法規代行除非有具體的免除通知。（看附加有限標準合同條令）
3.要求：
3.1所有的光學元件，配件以及系統產品都必須符合這一標準的要求，除非具體的儀器標準或合同之可行圖紙另有要求與定義。
3.2所用的材料也必須與圖紙的說明以及使用檔的標準相一致
3.2.1玻璃光學元件在規格，以及級別必須與圖紙要求相一致。允許使用玻璃材料時，應提供給合同管理人員相關的玻璃光學特性及設計資料完整的資訊。
3.2.1.1 放射性材料
本文中要求的光學材料應不含釷或其他加入的超過0.05%重量的放射性材料。
3.2.2 粘著力 除非合同和定單中有特殊說明，光學粘合劑必須同附錄A的要求相一致。
3.2.3 粘連材料 對於玻璃同金屬相粘連，必須與附錄D的要求相一致
3.2.4密封材料 用於密封的材料必須與附錄E的要求相一致
3.2.5 增透膜 用於光學表面鍍膜的增透膜必須與附錄C的要求相一致
3.2.5.1 反射表面 鋁化反射面必須與附錄B的要求相一致
3.3機械尺寸大小 

光學元件必須與合同以及圖紙的要求的尺寸和光學資料相一致
3.3.1邊
所有光學元件都應當倒邊在（0.020-0.005英寸在45度+/-15度），沿面寬進行測量，除非有特殊指定。如果邊於在135度或者更大角度處交彙，則不需要倒邊，除非圖紙對此有特殊的要求。
3.4平面度和缺陷
光學玻璃平面度和缺陷都必須符合此標準或可行圖紙或光學圖表資料。
3.4.1玻璃缺陷
壓模中的條紋、條痕、孔、氣泡，裂紋、折疊等缺陷或存在於點、面或其他損壞元件性能的位置的材料應該拒收。
3.5 光學玻璃表面質量
3.5.1 光學用圖紙和圖表 元件所用的圖紙必須顯示表面質量，圖表表明光束的直徑
3.5.1.1 缺陷尺寸限制
對於表面質量的許可範圍通常以兩個數字來表示（C7641866），表示在兩個方面的級別要求。第一個數位表示劃痕，第二個數字表示麻點。
3.5.2劃痕
3.5.2.1 環形元件
光學元件表面上最大尺寸劃痕的總長不得超過光學元件直徑的四分之一。
3.5.2.1.1 劃痕的最大總長度
如果存在較大劃痕，則這類劃痕的總數乘以元件長度與直徑的比值，這個數值不得超過最大劃痕的總數的一半。如果不存在較大的劃痕，則劃痕的總數乘以元件長度與直徑的比值，這個不得超過最大劃痕數
3.5.2.2 非環形光學元件。
非環形元件計算的直徑應是同等面積一個圓周的直徑。在指定光學元件圖紙或詳圖中透光區之外的劃痕不被考慮在內，應用3.5.2.1.1規定的正確的公式。
3.5.2.2.1 棱鏡頂面
為了方便劃痕、麻點（S/D）的計算，棱鏡頂面可視為一個單個面（等於各個頂面的總和），頂面的邊不被考慮在可允許劃痕總長範圍之內除外。屋脊棱鏡的S/D公差設在同等面積的元件的基礎上。
3.5.2.2 表面質量，中心區
規定劃痕數為20或更少的表面，在直徑1/4”（6.35mm）環形範圍內，劃痕不應超過4個。此要求不用於劃痕少於10個的表面。
3.5.2.3 表面質量，外部區域
在透光區之外的表面質量應為80-50，除非另有要求。
3.5.2.4 鍍膜劃痕
鍍膜劃痕不透入玻璃表面，在3.5.2規定的同一限制內。鍍膜劃痕應視為與材料劃痕不用的要求。
3.5.3 麻點
3.5.3.1 麻點設計
麻點數為允許缺陷的真正直徑，單位為1/100mm。如有不規則的麻點，直徑取最大長度和最大寬度的平均值。
3.5.3.2 最大尺寸麻點
最大尺寸麻點可允許的數量應該是直徑20mm或單個面的20mm區域有一個。所有麻點直徑的總和由檢驗員估計，不應超過最大尺寸麻點直徑的2倍。小於2.5微米的麻點被忽略不計。
3.5.3.3 表面質量
麻點為10個或更少的表面上，所有麻點必須間隔至少1mm。麻點數多於可允許的10個時，不要求檢測它的散射。
3.5.4 氣泡與雜質
氣泡應歸為表面麻點。玻璃中的雜質被視為氣泡。不規則的雜質的尺寸應為1/2（最大長度+最大寬度）。氣泡尺寸公差與麻點的一樣，但氣泡公差在麻點公差之外。
3.5.4.1 最大尺寸氣泡
最大尺寸氣泡可允許的數量應該是光徑20mm或單個元件20mm區域有一個。所有氣泡直徑的總和由檢驗員估計，不應超過最大尺寸氣泡直徑的2倍。表面麻點為10個或更少，氣泡應參照麻點要求的。（3.5.3.3）
3.5.5 表面缺陷的尺寸限制
如果圖紙無規定，SD限制尺寸由表1決定，並且建立在放大的光束直徑上。
3.5.5.1 放大的光束直徑
光束直徑應從視覺資料中獲得。它是所研究片子表面上一束進入觀察者眼中的有軸向射線的直徑。如果出射瞳孔超過3.5mm，那進入到視線直徑應為3.5mm,如果退出瞳孔小於3.5mm，則光束直徑應與出射瞳孔一樣。
3.5.5.2 光束尺寸小於表1
光束尺寸小於但接近于焦平面所規定的尺寸，那缺陷尺寸由直立系統的放大倍數乘以目鏡的放大倍數決定。
3.5.5.3 區域
一個表面上，如果一束軸向光束的直徑是透光區的1/4或更少，則此表面應該分為中心區和外部區。中心區在寬度上是透光區的一半。光線區域尺寸應該3.7.11.1規定。
3.6 膠合缺陷
膠合透鏡透光區內的膠合氣泡、空隙、不可分解雜質、幹污點、氣孔、灰塵不應超過3.5.3.1、3.5.4.1規定的麻點、氣泡限制定額。
3.6.1 膠合面的表面質量
透光區的膠合缺陷應以膠合面是規定了表面質量的單個表面為基礎考慮，如果沒有規定，膠合表面質量應介於臨界面的中間。
3.6.2 邊的分離
光學元件的邊的分離與膠合缺陷不應超過棱鏡或透鏡膠合面的倒邊，距離上為大於元件膠合面倒邊與透光區半徑之間距離的1/2。邊的分離與膠合缺陷的最大尺寸不應超過元件膠合面的1mm。邊的分離與膠合缺陷尺寸總和測得高於棱鏡、透鏡表面倒邊的1/2mm時，應不超過圓周的 10%。
3.6.3 粘合缺陷（玻璃與金屬）
粘合的光學元件裝置沿粘結面邊有一個連續焊珠型的固化粘結物。
3.6.3.1 空隙與分離
滿足3.7.2和3.8.2.5.2要求的，應該沒有空隙或者分離超過粘合
區的10%。
3.7 光學元件詳述
3.7.1 操作溫度
膠合元件如果暴露在-80+/-2度，+160+/-2度華氏溫度下不產生羽狀物，會有分離、膠合軟化或其他缺陷出現（3.6規定的除外）。根據條例，邊分離或膠合缺陷增大可以拒收。
3.7.2 相關濕度-溫度操作
膠合元件如果暴露在周圍環境+130+/-2度華氏溫度，至少95%的濕度，又持續暴露在空氣溫度-80+/-度，+160+/-2度華氏溫度下不產生羽狀物，會有分離、膠合軟化或其他缺陷出現（3.6規定的除外）。
3.7.3 增透膜
圖紙規定的光學表面需鍍層的鍍上增透膜。
3.7.4 光學黑化
光學元件精磨面應用認可的技術黑化。
3.7.5 清晰度
每個物鏡、聚光透鏡、直立系統、目鏡、平面鏡、契子、視窗片、濾光片、棱鏡、棱鏡裝置需要根據4.2.5規定開展清晰度檢測。
3.7.6 平行度、濾光片
濾光片的平行度在圖紙規定的公差範圍之內。如果沒有公差規定，在望遠鏡內或前面的濾光片不應超過光線偏轉的1弧分。位於接目鏡和出射光瞳之間的濾光片光線偏轉不應超過5弧分。
3.7.7 光柵刻度間距
光柵刻度間距根據4.2.10.5檢測。
3.7.8 拋光面
拋光面根據4.2.2檢測時，沒有灰色陰暗或條紋。
3.7.9 透鏡
3.7.9.1 表面質量
透鏡的表面質量應根據可行圖紙或儀器規定。如沒有規定時，表面質量應如下：物鏡、直立系統、視窗片和焦平面外至少存在15個屈光度的其他元件，S/D應為80/50或更好。物鏡和聚光透鏡中心區的S/D為20/5，外部區域為40/15。目鏡的中心透鏡中心區SD為40/15，外部區域為40/20。接目鏡，不包括對稱性的接目鏡，中心區SD為40/20，外部區域為60/30。物鏡和接目鏡等同時，它們的中心區SD20/5，外部區域為40/15。在接目鏡和出射光瞳之間的濾光片的SD中心區的為740/20，外部區域為60/30。在內部的濾光片與3.7.10.1的棱鏡要求一樣。在物鏡前面的濾光片的SD80/50或更好。
3.9.7.2 斷口和邊崩口
如果崩口不影響裝置上透鏡的密封，未侵入透鏡透光區的崩口是允許的。在最大端測得的所有崩口面大於1/2mm，這個面應該粗糙化，減少合金反射和其他崩口的可能。在棱鏡邊測得所有崩口寬度總和大於1/2mm，崩口總寬不應超過周長30%。任何面或邊的斷口應該被磨掉。精磨面積應該在本段崩口限制範圍內。精磨面的崩口和斷口總面積超過精磨面的2%或超過2mm厚應該拒收。如果石化崩口和斷口影響光學路徑、注膜或密封時無論尺寸大小都應拒收。
3.7.9.3 同心度
精磨時所有元件的邊對應著光學軸直徑作為中心。由兩或多個元件構成的透鏡應該膠合，而且以每個元件的軸與其他元件軸的重合軸作為中心。目透鏡應該是6弧分之內的同心度。其他所有透鏡應該是3弧分的同心度，除非圖紙或規定另外有說明。中心化和膠合後，機械離心玻璃突出直徑公差50%的應該去除。光學離心定義為：與透鏡幾何軸重合的入射光線折射後的角度偏轉。
3.7.10 棱鏡和平面鏡
3.7.10.1 表面質量
每個棱鏡的表面質量應根據可行圖紙和儀器規定。對於那些面，其焦平面外至少存在15個屈光度，它的SD80/50或更好。那些焦平面記憶體在5-15個屈光度的平面，中心區的表面質量為20/5，外部區域為40/15。焦平面記憶體在5個以內的屈光度，SD要求應於光柵相同。
3.7.10.2 斷口和邊崩口
邊崩口未侵入棱鏡透光區的，在下列限制中可以存在：崩口總寬度不超過崩口所在邊的長度的30%。崩口從倒邊處測得，不是從尖邊處。例如倒邊後，非倒邊前。小於1/2mm的崩口不被考慮，不需石化。大於1/2mm的需要石化。從倒邊處棱鏡面測得崩口的侵入。如果緊靠拋光面的棱鏡最短邊的正常長度（測得倒邊前尖角）為≤25.4毫米，崩口可以侵入表面1mm；如果長度為＞25.4mm，可侵入表面2mm。如果崩口未影響注膜或密封，崩口沒有侵入透光區，上述崩口可以存在。肉眼可視斷口不允許存在。
3.7.10.3 圖紙要求
角度差、尖塔差或由於金字塔形、球形，散光、清晰度、成像傾斜所引起的差的偏轉由圖紙規定。
3.7.10.4 直棱鏡
直棱鏡根據4.2.5.2規定檢測。
3.7.10.5 反射面-鍍銀或鋁
3.7.10.5.1 邊 

目視透鏡一部分鍍銀的面的邊應該是尖形，規則狀。檢測時需放大鏡協助，放大倍數與棱鏡的相關。
3.7.10.5.2 缺陷
反射面的缺陷與其他光學表面一樣，可用同樣的方法，3.7.10.1規定。
3.
7.10.5.3 透光區
光被穿透的棱鏡透光區應無其他加工面留下的銀或鋁顆粒 。
3.7.11 光柵
3.7.11.1 表面質量
表面質量由圖規定。沒有規定時，SD應遵照3.5.5.3的焦平面，區域尺寸除外。對於在中心面積內有光柵刻度端和那些在中心面積外有無刻度的水平和垂直線的光柵，它們的中心區應是中心面積，寬度上是透光區的一半。中心區域外有刻度的光柵，在寬度上1/2透光區， 中心區應是中心面積，寬度上是透光區的3/4。在透光區範圍外的缺陷如果不影響儀器性能可以允許其存在。
3.7.11.2 邊崩
邊崩限制根據3.7.9.2評價。
3.7.11.3 平面的平行度
光線平面的平行度應該在圖紙規定的公差範圍內。如果沒有給定公差，公差應該是光線路徑偏轉6弧分。
3.7.11.4 標記 
光柵標記利用目鏡觀察，放大倍數與在成品儀器裏觀察光柵的放大倍數相同。主要檢測字母和數位（無論是在產品號碼還是靠近刻度的地方）的清晰可讀度。如果字母是清晰的，那麼數位或字母是可以接受的。除非另有規定，印刷體字母或數位是允許的，但是光柵裏所選字體必須統一，必須得到完成機構的認可。線攔腰分割線寬是允許的。光柵包括≥15線，每段包含5條線或斷面是允許的。所有的線應是統一的寬度和深度，線的橫斷面應是尖的。沿著線方向線寬的穩定變化或突然變化不應超過線寬的20%。任何情況下光柵線彎曲都不超過線寬的1/2.光柵線橫斷面填充半徑不應超過線寬。如果用合適目鏡觀察光柵時有可見酸燃燒，則應該引起拒收。
3.7.11.5 照明光柵
用儀器燈或相同範圍的燈照射光柵線時，缺陷亮度高於光柵線的亮度，則缺陷應引起拒收。
3.7.12 契子和視窗片 其表面質量應根據3.7.9.規定一致。
3.8 光具組
3.8.1 未裝配的元件
按設計規定完成的未裝配的光具組根據與光具組相關的光學圖例進行裝配，根據4.2.9進行檢測。
3.8.2 裝配的元件
按設計規定完成他們各自裝配的光具組將根據圖紙和儀器規格加工，根據4.2.10進行檢測。
3.8.2.1 缺陷標準
此規則裏未包括的缺陷，沒有損壞成品儀器的性能的缺陷，是可以接受的。缺陷的接受與否取決於元件在成品光具組中的位置。元件如果離焦平面有一定距離，它的缺陷就沒有靠近焦平面的元件的缺陷後果嚴重。任何情況下應該著重強調的是棱鏡或透鏡的性能而不是它們的外形，除非後者確實說明它的工藝不精。重要的順序如下：
a． 最精確的表面
光柵的腐蝕表面
焦平面內聚光透鏡表面
b． 一般精確的表面
光柵最近處物鏡表面
焦平面附近聚光透鏡、中心透鏡或棱鏡
c． 不精確表面
視窗片、物鏡、棱鏡、直立系統，目鏡
3.8.2.2 校準
所有完成裝配的光具組的光學元件進行校準，這樣從光學軸上觀察的出射光瞳，它的最小直徑為≥90%主直徑。在10%的出射透光區用目鏡在2英尺的距離從光學軸的一點觀測出射光瞳與出射透光區是同心的。
3.8.2.3 密封連接
根據規定，濕的密封化合物應用到光學元件上，形成不易破裂的邊。注入密封化合物24小時後，方可觀察儀器。
3.8.2.4 填充
使用填充、填隙、契子或光學元件下或周圍有間隙應該拒收，除非圖紙有規定。
3.8.2.5 性能特徵
3.8.2.5.1 振動
光學儀器按照規定4.2.10.7進行振動檢測後，所含雜質應在規定的範圍內。如果沒有詳細的要求，任何所限空間的雜質不應在尺寸或數量上超過可允許麻點的規格。儀器持續此檢測時應沒有鬆動和損壞。
3.8.2.5.2 衝擊
完成裝配的光學元件通過玻璃與金屬的粘合從其他元件那得到物理上的支援，因此需進行衝擊實驗。
3.8.2.5.3 清潔
成品儀器光學表面應該清潔，沒有冷凝物和易揮發的物質。檢查方法如4.2.10.9。未經責任技術部門許可，禁止使用保留灰塵的 油脂。
3.8.2.5.4 視差
應該據4.2.10.4消除視差。
3.8.2.5.5 固定目鏡焦距 

除非另有規定，目鏡放置在-0.75-- -1.0屈光度時，物鏡中心的光柵應該在焦點上。一個有放大3倍的校準後的屈光度計或同樣的輔助望遠鏡可完成此項工作。
4. 審核
4.1 通用條令
除非合同或定單上有所規定，賣方負責所有檢測要求的性能。除非另有規定，賣方可以利用自己的設施或政府認可的贏利性實驗室進行實驗檢測。政府有權開展產品規格中所列的任何檢測，這些檢測是保證賣方及其服務滿足要求的必要手段。
4.1.1 檢查和測試
a. 特徵分類
一致性檢查和測試根據特徵分類表規定的開展。立約人的質量程式或詳細的檢測程式保證了產品所有的特徵方面與圖紙和應用的規格要求，至少是性能標準所一致。除非合同和產品規定，特徵樣品檢測必須應用產品規格特徵分類表規定的檢測等級根據下表2開展。
針對特徵的分類，有下列定義
危急的：危機缺陷指判斷和經驗表明：缺陷導致產品單獨使用、維護或依賴產品時，會有嚴重或不安全的狀況發生；或者缺陷有可能妨礙一個項目的戰術功能，像坦克、陸戰車、導彈、航母、炮彈或其他主要軍事程式。
主要的：主要缺陷，次於危急缺陷，有可能導致失敗，或減少產品某個目的的使用功能。          

微小的：這種缺陷不易減少產品特殊使用功能或偏離幾乎不影響使用或操作的標準。
b.   可選擇的一致性條令
除非另有規定或合同提供，可選擇的一致性程式，方法，或設備，比如統計加工控制，設備工致，可變樣品或其他類型的樣品計畫等等，立約人至少提供條理要求的保證就可以使用。在應用這些可選擇程式、設備或方法前，立約人應該以書面建議的形式將這些內容呈交給政府以供評估。根據要求，契約人應證實每個可選擇的條令等於或好於規定的一致性條令。如果對立約人建議的可選擇的一致性條提供同樣的保證產生爭議時，應該應用標準的條令。所有認可的可選擇條令應該與立約人質量程式或檢測程式保持一致。
c. 檢測等級
此檔中所有檢測等級的參考和附錄都應使用上表2特徵樣品的檢測。
4.2 檢測方法
4.2.1 光學元件檢測
光學元件檢測依靠可行的產品規格利用批准的光學方法和設備開展。如沒有批准的檢測方法與設備，應採用下列通用標準程式。在責任技術活動認可前應採用合適的樣品程式。
4.2.1.1 機械尺寸
應檢測每個光學元件的機械尺寸是否與圖紙的一致，應根據此標準要求的開展檢測。
4.2.1.2  放射性材料
拋光玻璃用X射線光譜儀技術或批准的可選擇的技術開展檢測，符合3.2.1.1。開展X射線螢光的設備和方法，其釷和其他放射材料最小可覺察的等級為100ppm，有+/-25ppm的誤差。樣品不符和3.2.1.1要求的，此批所有的玻璃應該拒收。
4.2.1.2 表面質量
元件應利用下列方法符合3.5.2  3.5.5  3.6.1  3.7.9.1  3.7.10.1的要求開展檢測。
4.2.2.1 檢測方法1
待檢元件應該從距離玻璃大約3英寸的地方用40瓦白熾燈泡或15瓦冷白熒燈照射背面，觀測其精磨玻璃或乳白表面。大約佔據1/2玻璃面的兩或多個不透明水平棒放在玻璃前或與玻璃相連。
4.2.2.2 方法2
從40瓦或15瓦發出的光穿過精磨玻璃應該穿過元件。光徑與黑色背景區成大約90度時，光從表面分散可觀察到缺陷。
4.2.3 溫度測試
4.2.3.1 測試1
取每種型號膠合或粘合元件10片中的3片，在高低溫下開展檢測，根據3.7.1規定。如有因懷疑其質量，檢驗員認為必要時則有權要求開展額外樣品檢測。經過這些測試的元件將通過其他所有要求的測試。
4.2.3.2 測試2
膠合或粘合元件應在-80+/-2度F下5個小時。在此溫度下視覺上檢測，然後在室溫下放置5小時後再檢測。光學設備上沒有羽毛狀或網狀的表面元件沒有分離現象。開展此實驗時光學儀器冷卻至-80度或升溫至室溫過程中不應受到任何熱衝擊。
4.2.3.3 測試3
膠合光學裝配在高溫下應該開展以下測試。元件被嚴格固定，方法為它的膠合分介面大約在垂直面。擴大重量導致光學裝配中膠合或粘合面每平方英寸5央司的抗煎應力受到其他元件的停滯。在任何情況下重量都不小於1央司。整套裝置可以在周圍溫度+160+/-2F度2小時。透鏡在室溫下檢測符合4.2.6規定的要求，並且一個元件與另一個的運動或滑動不超過0.002英寸。開展此實驗時光學儀器升溫至+160度或冷卻至室溫過程中不應受到任何熱衝擊。
4.2.3.4 故障調查
光學裝置的故障阻礙了正常的發貨，應展開調查原因。如果合同簽定公司代表希望得知裝置故障的原因，那麼立約人應該在其公司管理人員代表在場的情況下立即展開調查。如果調查顯示原因在於膠合或粘合，將不接受此光學裝置以及它的膠合或粘合缺陷。立約人應改正膠合技術及改正先前生產的錯誤的光學裝置。取此種型號的拒收品10片，經過檢測，成功通過溫度檢察後再認可和發貨。
4.2.4 溫度-相關濕度
4.2.4.1 樣品尺寸
合同初期取每種型號膠合或粘合元件10片中的3片，或者一旦改變膠合方法或膠合類型時，，在規定的溫度、濕度下開展檢測。如有因懷疑其質量，檢驗員認為必要時則有權要求開展額外樣品檢測。
4.2.4.2 檢測步驟
膠合或粘合元件在乾燥環境下應逐漸加熱至+140+/-2F度，然後立即放置於95%濕度、周圍溫度+130/+/-2F度，時間為2小時。光學裝置從濕環境中取出後立即擦幹，冷卻到室溫。8小時後，元件開展4.2.3.2及4.2.3.3規定的檢測。無論何時光學裝置有邊的分離或實驗增加初期有膠合起泡，或者3.6規定之外另有膠合失敗現象時，應在相同步驟下重複本段規定的檢測。元件沒有通過最初的檢測，或膠合缺陷改變，或重新檢測後另有膠合缺陷發生 ，這些都應拒收，包括那些從相關批次挑選出來用於檢測的、膠合缺陷可以存在的那些光學裝配。所有元件被認可前如果要求，則應該再開展濕度檢測，重新膠合與鍍膜。
4.2.4.3 拒收標準
未通過4.2.4檢測規定的元件，應按4.2.3.4規定的同樣方式處理。
4.2.5 清晰度檢測
清晰度檢測是標準的檢測，使用分辨放大倍數圖表來開展，看圖1。分辨放大倍數檢測光學性能。分辨放大倍數是一系列可以分辨的平行晶棒的對角邊。通過觀察包含相等間距平行晶棒的圖表，測得分辨能力。使用望遠鏡獲得足夠的放大效果。分辨放大倍數圖表由4套線組成，每套包括3或4條線，成45度（水平、垂直、2個成45度）。3條線的那套，它的線是其實際線寬的5倍。4條線的那組，是實際線寬的7倍。線的寬度與間距的寬度是同等的。白色背景下是黑色線，黑色背景下是白色線。在4套線中心有一個識別數字。對比是100：1。正確尺寸的圖表可以在准直儀裏，或者直接可以觀察。如果直接觀察，圖表應該距離望遠鏡至少2M2英尺，M是正被用於檢測的望遠鏡的放大倍數。圖表的對角邊測得用秒表示，相當於反正切2W/X。W指圖表線的寬度，X指准直儀焦距或圖表到望遠鏡的距離。望遠鏡校準，這樣圖表在視線中間。增加輔助望遠鏡，方向至圖表中心。輔助望遠鏡屈光度為0，這樣檢測中的望遠鏡可集中於分辨放大倍數圖表中心的數位。讀分辨讀數時，輔助望遠鏡定焦在4條經線中的一條+/-1/8屈光度。所有經線有正確的線的讀數。觀察到的每條線沒有被清楚地分離，則達到了分辨極限。
4.2.5.1 物鏡和直立系統
利用上圖表檢測物鏡和直立系統時，上圖表應該放置到正確的距離，物鏡或目直立系統所成的像用標準要求的或合同規定的放大倍數的顯微鏡觀測。這有可能斷定相當於分辨的圖的線的結構。圖表應該被照明，這樣成像亮度為10-20的10-3朗伯。      

4.2.5.2 透鏡
透鏡作用於正進行檢測的成品儀器清晰度時，儀器的合格的另一光學元件像放置到實際儀器裏一樣放置妥當。透鏡放到給定位置，通過輔助望遠鏡（透光區每英寸放大40-60倍）觀察圖表。有可能斷定要求清晰度的線的結構. 圖表應該被照明，這樣成像亮度為10-20的10-3朗伯。非合同人生產的 需要進行此項檢測的光學元件必須由合同管理人員安裝。
4.2.5.3 成像
表面元件用其外形作用到光學系統上。從元件的透光區觀察清晰度檢測，成像在圖1顯示。用至少放大5倍的望遠鏡（大於元件與眼睛之間的光學系統的放大倍數）觀察成像。
4.2.5.4 光學元件或未裝配元件
光學元件及部分未裝配元件根據詳細標準及合同檔進行檢測。
4.2.6 透鏡的同心度
檢測膠合和單個透鏡的同心度，根據3.7.9.3要求。4.2.8 列出的儀器及改革件，須進行此項檢測，准直儀光柵除外。准直儀裏的光柵集中放到組合透鏡（由准直儀物鏡、正進行同心度檢測的透鏡和允許透鏡以幾何軸為中心旋轉的工作臺組成）焦平面上，整個佈局允許透鏡。
4.2.7 棱鏡偏轉
使用光譜儀檢測透過棱鏡的光線來檢測棱鏡偏轉角度。
4.2.8 平行度
視窗片、契形，光柵或相似平面元件，通過檢測通過其光線的偏轉來檢測面的平行度。
4.2.9 未裝配光學裝置的檢測
4.2.9.1 光學元件
此類元件進行4.21-4.2.8列出的檢測。
4.2.9.2 裝置、光學元件組
元件組合到裝置裏以便檢測、發貨。它們根據與裝置匹配的光學圖紙的要求相互分隔，裝配到主儀器或測試器檢測其清晰度和成像質量。不符合要求的元件將被替換。（看圖1，檢測目標，，4.2.10.2，4.2.10.3檢測大綱）
4.2.10 已裝配光學裝置的檢測
4.2.10.1 光學元件
這些裝置的光學元件按4.2檢測。
4.2.10.2 標板
用於光學裝置檢測的標板可以與實際標板同等尺寸或者准直儀裏的小標板。在白色背景上印上黑線可以做成實際尺寸的標板。准直儀裏的是實際尺寸標板的縮小模型的蝕刻或照相光柵。標板根據詳細標準、要求從普通交叉線到包含垂直線、平行線、公差限制、刻度範圍的標板 （看 圖1清晰度檢測標板）
4.2.10.2.1 准直儀光柵
准直儀裏的光柵單格可以調整，，這樣光柵可以接近/背離物鏡來表示外面標板放置的不同的外面距離。例如，從200碼處觀察標板，准直儀標板用於檢測，望遠鏡規格要求儀器沒有視差。此時調整准直儀光柵來表示不同的距離就很必要了。在200碼距離觀察外部標板，然後使用同樣的望遠鏡調整准直儀光柵，直到通過望遠鏡看准直儀光柵，觀察不到視差為止。
4.2.10.2.2 圖像質量
准直儀標板用於檢測望遠鏡圖像質量時，象差有適當的公差，准直儀物鏡的象差看起來是用望遠鏡檢測的缺陷。應該消除這些象差的影響。
4.2.10.3 儀器，檢測
在必要的地方，使用光度計或同樣的輔助望遠鏡觀察物鏡來彌補檢測員視力的不足。
4.2.10.4 視差
物鏡中心應沒有視差，除非標準另有規定。
4.2.10..5 光柵刻度間距
通過檢測光柵刻度間距對角邊的標板來檢測其準確度。標板是光柵放大的範本或准直儀光柵標板。放大的標板在白色背景下黑線或標記，放置在正確的位置上，其標板面垂直於望遠鏡視線所在的線上。
4.2.10.6 表面質量 光柵
用放大鏡觀察光柵是否與3.7.11.1一致，放大倍數等於或大於望遠鏡的觀察透鏡。燈光與方法與4.2.2規定的相同。
4.2.10.7 振動檢測
光學儀器單獨安裝和組裝在振動機器和裝置上，在振幅不小於1/16英寸（在裝置安裝面中心總運動軌跡1/8英寸）頻率30赫茲2到2分半時間內振動。
4.2.10.8 衝擊檢測
膠合或粘合裝置上的衝擊檢測。如沒有具體的要求，每個裝置要經受膠合面平行方向上的加速衝擊，以檢測其粘著力或膠合粘合面的不完整的處理。加速振動時間大約是正弦函數的半週期，時間為0.7到2.0毫秒。高頻率元件的振幅比加速曲線不超過基本振幅的30%。除非另有固定，每個裝置經受150G加速的6次衝擊。
4.2.10.9 清潔
裸眼通過物鏡和目鏡觀察其光學裝置。利用陰影技術檢測其濕度，觀察亮度為300透明的英尺伯朗的透光區檢測灰塵顆粒。
5 包裝
5.1 包裝
包裝要求應與合同或定單規定的一致。材料的實際包裝由國防部人員開展時，這些人員需要聯繫相關的責任包裝來確定必須的包裝要求。包裝要求由軍事防禦部門或系統指揮軍事部門的庫存控制包裝事宜掌控。軍事部門或防禦機構自動化包裝檔，，CD產品或聯繫責任包裝事宜的包裝資料修補是有效的。
6 備註（本節包含的一般或說明性的備註可以有用，但不是強制的）
6.1 計畫使用
光學元件使用於軍火控制儀器，像瞄準器、望遠鏡、窺視窗、測距儀、單獨的光學元件、部分或完整的裝配，和加工的、未加工的等，根據合同要求。
6.2 要求   檔應規定以下
a. 此規定名稱、代碼及日期
b. 選擇的可行的保存、包裝級別
c. 認可的質量報告
6.3 定義
6.3.1 劃橫 表面的標記或裂縫。劃橫類型鑒別如下：
a． 塊-鏈狀濕氣或插入的劃橫
b． 滾動-切割或切割痕-精磨引起的曲線劃橫
c． 光滑的-絲狀劃橫
d． 壓榨或摩擦-操作不當引起的小的表面劃橫
6.3.2 麻點
在拋光面上一個小的粗糙點，相似於表面上的凹點，通常未拋光的或有氣泡的精磨引起表面損壞的殘餘。
6.3.3 羽毛狀
膠合形狀改變引起膠合失去粘性，發展成羽毛狀。
6.4 一致性條令的從屬
所有立約人建議這些條令應該受到政府的評估指導。
6.5 圖紙
本標準第二節美國軍隊研究發展工程中心列出的圖紙可以包括美國軍隊研究發展指揮部，FRANKFORD ASERNAL， ROCK ISLAND ARSENAL 和PICATINNY ASENAL 圖紙。這些機構準備的技術資料得到美國研究發展工程中心的認可。
6.6 列出的標題術語
麻點
光柵
劃橫
表面質量
6.7 先前問題的改變
本修正中未使用的旁注識別因範圍變化引起的以前的問題。
